METODOS DE CARACTERIZACAO DE MATERIAIS

Nivel: Mestrado Académico

Area de Concentragdo: Quimica Inorganica
Carga Horaria: 30

Créditos: 2

Ementa: Espectroscopias UV-Vis, no infravermelho e Raman aplicadas a compostos
inorgénicos; Técnicas de caracterizacdo complementares: analises térmicas (TGA e DSC),
difracdo de raios x (DRX), microscopia éptica, microscopia eletronica de varredura (MEV),
microscopia eletronica de transmissdo (MET), microscopia por sonda (STM e AFM),
técnicas de absorcdo de raios x: XPS, SAX, EXAFS e XANES.
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